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Książka "Projektowanie obwodów CMOS SRAM i test parametryczny w technologiach nano-skalowanych: Projektowanie i
testowanie SRAM w świadomości procesu" autorstwa Pavlova i Sachdeva przedstawia zaawansowane metody
projektowania i testowania pamięci SRAM w technologiach nano-skalowanych. Opisuje proces świadomego projektowania
SRAM, zapewniając czytelnikom wgląd w nowoczesne technologie i wyzwania z nimi związane.

Książka skupia się na zastosowaniach CMOS, RAM, SRAM oraz tranzystorów w obwodach zintegrowanych. Autorzy
omawiają statyczne tranzystory indukcyjne, ułatwiając zrozumienie zagadnień związanych z elektroniką i pamięciami
komputerowymi. Całość zawiera praktyczne przykłady oraz analizy techniczne.

Wydanie "Projektowanie obwodów CMOS SRAM i test parametryczny w technologiach nano-skalowanych: Projektowanie i
testowanie SRAM w świadomości procesu" jest zawartością serii Frontiers in Electronic Testing. Książka ta stanowi cenny
zasób wiedzy dla specjalistów z zakresu elektroniki, a także dla pasjonatów technologii nano-skalowanych oraz
projektowania i testowania obwodów.
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